
Применение сканирущих конфокальных 
рамановских микроскопов Confotec®  

для анализа различных материалов 
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1 um 

3D Рамановский конфокальный микроскоп Confotec® 
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Низкочастотные спектры КР политипов CdI2 (Cadmium Iodide) 
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                          Ключевые особенности 
 
● 3D Рамановские конфокальные измерения    
● Отраженный лазерный свет (1000 x 1000 пикселей за 3 сек!)  

● Полная автоматизация 

● Полностью автоматизированное переключение лазеров   
(до 3 / 5 лазеров)  

● Высокое пространственное разрешение  
(в плоскости: до 200 нм; аксиальное: до 500 нм)  

● Высокое спектральное разрешение (до 0.006 нм) 

● Широкий спектральный диапазон 
● Высокая временная и температурная стабильность   



190 nm 

Пространственное разрешение (XY) 

UV laser excitation, 

NA = 0.95 
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                          Область применения 
 
● Фармакология 

● Материаловедение 

● Биология 

● Геология 

● Органическая и полимерная химия 

● Анализ полупроводников и т.п. 
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3D Raman image at 520 cm-1, intensity 

3D рамановское изображение Si структуры 

400nm 
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XZ Raman image cross-section 



Полистиреновый шарик (3 um) 

3D рамановское картирование 



                          Si application 

Stress measurement in Si structures: 
σ(MPa) = −435 ·(ω - 521) (cm−1)  
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Optical image Intensity distribution (Si peak) 

Si peak position Si peak position (cross-section) 



Intensity distribution (Si peak) Si peak position 

3D рамановское изображение Si чипа 
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Scan area: 50 x 50 x 7 um 



Спектроскопия КР графена 

5um 

G-band Intensity Map 

2D-band 

G-peak 

1 layer  

2 layers 

3 layers and more 
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Применение рамановской конфокальной микроскопии 
для анализа многослойных полимерных пленок 

Пленки используются, например, для защиты пищевых продуктов, 
а также в качестве упаковочного или изоляционного материала. 

10 um 

Polypropylene ​​ 

Acrylic layer 

Polyethylene  

terephthalate 
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7 um 

D 
G 

2 D-band) 

Углеродные волокна 
Углеродные волокна играют все возрастающую роль из-за 

большой прочности на растяжение, низкого удельного веса, 
низкого коэффициента растяжения и химической инертности. 



21 x 21 x 7 µm 

Углеродные волокна 

Rayleigh 

D-band G-band 



Photoluminescence image Position of diamond peak Intensity of diamond peak 

In an ideal crystal, the sample would  
be stress free and the Raman peak  
would be measured at its theoretical  
position. As soon as the crystal is 
 subjected to stresses, the Raman  
peak is shifted.   

Measurement of the 
intensity of the PL gives 
information on defect 
concentration 

    Анализ инструмента с алмазным покрытием 
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Scanning field: 43 х 43 μm  

Scanning step: 172 nm  

Registration time: 3 seconds  

Anatase distribution Rayleigh image 
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    Анализ минералов 



Распределение активных компонентов в таблетке (40 x 40 µm). 
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    Анализ таблеток 



Спасибо за внимание 
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